Diagnostico
Motivagdo:

Em algumas anélises, as estatisticas basicas podem mudar muito quando um elemento

amostral € retirado. Este ponto sera denominado “influente”.

Técnicas de diagndstico:
Formas de detectar pontos influentes.

1- Matriz “Hat™

Y =Xf=XX'X)"X'Y = HY - _
H=X(X'X)"'X'Var(¥) = Ho?IH = Ho?

P1 = hyayr + higye + o+ hagdn
h;;j—influéncia exercida por y; em ;.

h;;—influéncia exercida por y; em ;.

H — simétrica e idempotente (H> = H)e Y., hyy = k + 1 (var. indep intercepto,

ou k — modelo sem intercepto).

n

hy; =Zh?j = h} +th,- ,(0<hy <1)
j=1 Jj=i

“Valor médio” de hy = .

Analise os elementos da diagonal de H (h;;) e dé especial atencéo a pontos X;

tais que h;; > Z(kn+1_).

hii = O ou h—ii = 1'_")hij =0, Vi ?5_]'
"@)hy=0 hy =09 = OVY (§ndo & afetado por Y)

byhy=1  h;=0-9 =y :



H independe de Y. Uma checada em H pode AN
revelar pontos sensiveis, nos quais um valor

discrepante em y tera um grande impacto no

ajuste. &
Exemplo:
y=pothix+e
e ‘1 amm 1 ’
A= [x1 xn]
A AR, 5 R e
R oSy G U ea

1 1. (x;—%)?
o ae—

i = T S n? — Ponto influente: abcissa distante de X.
i

Obs:

-Para k > 2, ¢ dificil visualizar graficamente pontos X; distantes do grupo ¢ a

diagonal de H € uma importante fonte de infeormacdo.

-0 efeito do i-€simo caso na regressfo é mais provavel ser alto se h;; € alto,
}

mas sua importancia € incerta dependendo dos y;. Existem medidas que

combinam hy; € os y;.

Obs: nem sempre o residuo associado a um ponto “discrepante” em Y € alto.

Ex
X 1 2 3 4 5 8
y 2 4 4 5 5.5 12
r=0,9428 /ﬂ.\
Bq(-)‘ = 1}7 L
31 > 0;8
9 =17 +0,8x .
------- >

N/



Acrescentando o ponto (8,12)

R=0.9576 SSR=54.55
B, =0.33 SSE =4.61
B, =133 g2=115
¥=033+133x
X; P o 16] hy; " ¢
1 1.66 0.34 0.425 0.42 0.36
2 3.00 1.00 0.274 1.09 1.10
3 4.32 -0.32 0.188 -0.33 -0.27
4 5.65 -0.65 0.166 -0.67 -0.57
5 6.98 -1.48 0.211 -1.55 -1.92
8- 11.00 1.00 0.730 1.89 3.92
Somados h; =1.994~2=k+1 '
1 (x;—%)?
.hu = =qp (l—.).z
‘ 6 X(x;—%)
AL 3.83
i=—=3
(¥ — %)? = 30.84
14 (k+1) o
hﬁ_zl —— == 0,666

0.34
r —
3 1,07VI — 0,425

2- Outros tipos de residuos
e; = ¥; — ¥;— residuo usual
ej r .
zZ; = 5‘—> residuo padronizado

— ir para verso de 3

é;

a.1—h;;

= — residuo “internamente studentizado™ (internally studentized residual)

Vilidas as suposi¢des do modelo

o e 1n-k-—1
T e AT



£ = Yi—¥i comy, =1, n—k—2
b o X K X)X ] Y LN e

h; pequeno - t; pode ser alto porque e; € alto, mas o “impacto” no ajuste deve

Ser menor.

h; grande - t; pode ser pequeno porque y; € consistente com o modelo.

3- Medidas de influéncia

Os métodos mais comuns de detectar influéncia eliminam um caso do conjunto de

dados de cada vez.

Y

ﬁ(i) — estimados de p computado sem o caso-i. l

X(;y — matriz (n-1) x (K+1), obtida tirando-se a i-ésima linha de X.

A ’ -1 I
By = XpXe) XpYo

No exemplo
5 _ [Bo] _0.33 e B
R3 8, ‘[1.33 b = [0.8]

Anélise grafica:

Como medir a disténcia entre § e f(5)?

l?»

~Y



Distancia de Cook (D de Cook)

b = B =AY XX B~ F)
; (K + 1)o?

a

{Xﬁc?) = Tk Vo -N'Tw -9
X =179 1 (K + 1)a2

Sugestdes:

e Analise o caso com o mais alto D;.

» Analise valores de D; préximos de.1 e maiores ou iguais a 1.

Verifica-se que

g
k+1l1—hii 1

D;

D; é crescente em 17 ¢ em Ry;.

1; —reflete falta _de ajuste do modelo no ponto i.
hy;— reflete a posigdo de X;com relagio a X.

D; alto € devido a |r;| alto ou h;; alto, ou ambos.

Niéo existe um ponto de corte para D. Alguns autores sugerem o quantil de ordem 0,5 da
distribu_ic;ﬁo Fcomk en—~k-1 gl. No entanto, isto nfio é completamente satisfatorio

porque sabe-se que D; nfo tem distribuic8o F. Um ponto de corte comum é D; > 1.

?1_17(_:) =( i )1/2 e; =( h;; )1/2 3
1-hy/ (A —hY2 \1-hy :

Belsley, Kuh € Welsch [1980] sugerem como ponto de corte |DFit| > 2 \/%, p=k+1

ouk.
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